CSIC Objetivos: Aplicaciones
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de microfluorescencia y difraccion de rayos X
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Agenda: Inscripcion al seminario:

Aplicaciones Avanzadas de la Microfluorescencia y Difraccién de
9:00 -9:30  Bienvenida a los participantes. Rayos X.
9:30 -10:15 Estrategia de preparacion de muestras en el analisis de
materiales mediante fluorescencia de rayos X. IGNASI QUERALT,
ICTJA-CSIC. Apellidos:
10:15-11:00 Uso de Técnicas de microfluorescencia de rayos X para

Nombre:

la determinacién rapida de capas y multicapas a escala Adscripcion:
nanométrica. IGNASI QUERALT, ICTJA-CSIC.

Pausa-café Direccion:

- _ . Localidad:
11:30-12:15 Analisis de texturas y tensiones residuales por

difraccién de rayos X. JOSE ANTONIO JIMENEZ, CENIM-CSIC. Provincia:
12:15-13:00 Reflectometria, alta resolucién y mapas de espacio postal:
reciproco. ANA RUIZ, ICMM-CSIC.

13:00-13:45 Dispersion de rayos X a angulos bajos (SAXS) para

Cddigo

Teléfono:

caracterizacion de la nanoestructura en materiales jerarquizados.
AURORA NOGALES, IEM-CSIC.

Pausa-almuerzo

e-mail:

Las personas interesadas en asistir a este seminario deberan rellenar

15:00-15:30 Conferencia a cargo de Fischer para dar a conocer y enviar a la Organizacién este formulario de Inscripcién con sus

Gltimas novedades instrumentales. datos, a la direccion de correo electronico: labrx@cenim.csic.es

15:30-16:00 Conferencia a cargo de Bruker para dar a conocer

Gltimas novedades instrumentales. Tras recibir este boletin en el CENIM, se les enviard un correo

16:00-18:00 Visita a los laboratorios del CENIM. Sesiones practicas electronico para dar constancia que la inscripcion ha sido realizada.

de microfluorescencia y difraccion.

Entrega de certificados de asistencia La inscripcion es gratuita. Aforo limitado.





